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RELAZIONE TECNICA

[bookmark: _Hlk146446965][bookmark: _Hlk142314096]GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA  DI “MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE ANALITICO AD ALTA RISOLUZIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FEG-SEM) CORREDATO DA SISTEMA DI MICROANALISI A DISPERSIONE DI ENERGIA (EDS) E RIVELATORE PER DIFFRAZIONE DI ELETTRONI RETRODIFFUSI (EBSD)” NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” - COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - INVESTIMENTO 3.1 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” .
PROGETTO iENTRANCE - CUP  B33C22000710006- CIG A02804D568




	Il sottoscritto
	

	Codice fiscale
	

	Nella sua qualità di:

	□
	Titolare o Legale rappresentante

	□
	Procuratore

	Del concorrente
	



DICHIARA DI OFFRIRE PER IL LOTTO
(selezionare il lotto pertinente)

	
	# Lotto
	Oggetto del lotto
	CIG

	□
	1
	“MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE ANALITICO AD ALTA RISOLUZIONE CON SORGENTE AD EMISSIONE DI CAMPO (FEG-SEM) CORREDATO DA SISTEMA DI MICROANALISI A DISPERSIONE DI ENERGIA (EDS) E RIVELATORE PER DIFFRAZIONE DI ELETTRONI RETRODIFFUSI (EBSD)”
	A02804D568



(la relazione tecnica deve essere redatta preferibilmente in lingua italiana, chiara e sintetica, ma allo stesso tempo precisa ed esaustiva in grado di offrire un quadro complessivo e dettagliato della fornitura proposta. Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle specifiche tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti, includendone una descrizione, il modello e il produttore. Potrà altresì allegare materiali illustrativi quali brochure e schede tecniche delle apparecchiature/dei sistemi/dei componenti offerti nonché pubblicazioni scientifiche a dimostrazione di quanto descritto nella relazione tecnica. Si sottolinea che la relazione tecnica deve contenere le informazioni che consentano sia la verifica della rispondenza dell’offerta ai requisiti minimi di cui al Capitolato tecnico sia l’assegnazione del punteggio tecnico di cui al Disciplinare.)


Caratteristiche minime richieste
….
…
...
…

…

….
…
…


CRITERI DI VALUTAZIONE

……
…..
…..

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
	N°
	CRITERI DI VALUTAZIONE
	


	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	NOTA: INDICARE CON UNA ‘X’ IL REQUISITO  OFFERTO

	 1
	Risoluzione massima elettroni SE, alla distanza di lavoro ottimale, in alto vuoto a 15kV.
	
	0 punti se = 0.8 nm
1 punti se < 0.8 nm e >0.5 nm
5 punti se ≤ 0.5 nm
	

	2
	Risoluzione massima elettroni SE, alla distanza di lavoro ottimale, in alto vuoto, senza l’applicazione di campi elettrostatici al campione per la decelerazione degli elettroni di sonda a 1kV.
	
	0 punti se = 1.1 nm
1 punto se < 1.1 nm e > 0.8 nm
5 punti se ≤ 0.8 nm
	

	3
	Sistema di controllo per la decelerazione dell’energia degli elettroni di sonda, per l’acquisizione di immagini a basse Landing Energy
	
	0 punti se la decelerazione si ottiene applicando bias elettrico allo stage/ campione
6 punti se il sistema di decelerazione è integrato in colonna
	

	4
	Possibilità di fare imaging alle basse tensioni di accelerazione di campioni magnetici, ferromagnetici, paramagnetici, diamagnetici e piezoelettrici.
	
	0 se la condizione di massima risoluzione è ottenibile immergendo il campione in un campo magnetico. 
6 se la condizione di massima risoluzione è ottenibile senza immergere il campione in un campo magnetico. 
	

	5
	Tensione di accelerazione minima applicabile senza applicare bias allo Stage/campione.
	
	0 punti se = 200 eV
1 punti se < 100 eV e >20 eV
6 punti se ≤ 20 eV
	

	6
	Lente obiettivo del microscopio
	
	0 punti se obiettivo ad immersione magnetica
3 punti se obiettivo elettrostatico ed elettromagnetico
	

	7
	Distanza di lavoro analitica
	
	0 punti se = 10mm
1 punto se < 10mm e >8,5mm
3 punti se ≤ 8,5 mm

	

	8
	Rivelatori SE e BSE in colonna (geometria e posizione rispetto all’asse del fascio elettronico)
	
	0 punti se almeno uno è coassiale e simmetrico
3 punti se entrambi sono coassiali e simmetrici 
	

	9
	Filtro di energia per gli elettroni incidenti sul detector BSE in colonna. Il filtro è da intendersi passa-alto quindi il valore indicato indica la soglia filtro massima applicabile.
	
	0 punti se filtro energia regolabile fino a 0.5 KeV
1 punto se filtro energia regolabile fino a 1 KeV
3 punti se filtro energia regolabile fino a 1.5 KeV o oltre.

	

	10
	Sistema di scansione in grado di acquisire e gestire singole immagini di grandi aree ad alta risoluzione senza montaggi o funzioni mosaico
	
	0 punti se = 24Mpixel
1 punti se > 24M pixel e < 750Mpixel; 
5 punti se ≥ 750Mpixel
	

	11
	Range di ingrandimenti in formato Polaroid
	
	0 punti se = 30x
1 punto se < 30x > 1x
3 punti se ≤ 1x
	

	12
	Tavolino traslatore
	
	0 punti se compucentrico
3 punti se eucentrico meccanico, senza correzione da computer
	

	13
	Diametro interno della camera o lato minore
	
	0 punti se = 315mm
1 punto se > 320mm e < 360mm
3 punti se ≥ 360mm
	

	14
	Escursione in asse Z
	
	0 punti < 50 mm
3 punto ≥ 50 mm

	

	15
	Escursione massima di Tilt
	
	0 punti < 70°
3 punto ≥ 70°

	

	16
	Pannello di controllo per la gestione dei parametri del SEM con tastiera alfanumerica integrata
	
	0 punti se non presente
5 punti se presente
	

	17
	Assistenza remota per il microscopio elettronico SEM
	
	0 punti se presente assistenza remota con collegamento via web standard
5 punti se presente il monitoraggio del sistema tramite tracciamento automatico basato su Cloud Computing periodico e costante (24/7) dello stato di funzionamento dello strumento tramite collezione dei soli dati di sistema e salvataggio dei log files tramite protocolli HTTPS con data encryption, senza accesso ai dati sperimentali, senza modifica del sistema di sicurezza IT locale ed in ottemperanza alle normative sulla privacy
	

	 
	 TOTALE
	
	 
	




….
….
….


[bookmark: _Ref41906052]Firma digitale[footnoteRef:1] del legale rappresentante/procuratore[footnoteRef:2] [1:  Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore2 del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.]  [2:  Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.] 
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